





















児 島 俊 郎
近年EXAFS(ExtendedX-rayAbsorptionFineStructure)の物性研究-の有効性が広
く認識され,多くの実験が行なわれている｡ しかしEXAFSの測定は,通常のⅩ線源を用い
ると,ひとっの試料の測定に約 1週間もの時間を要するのが通例であり,相転移の詳しい研究
など試料の条件を一定に保つ必要性のある実験に適用することは著しく困難であった｡
本研究の目的は,従来のEXA.FS測定装置とは大幅に異なったシステムの装置を試作し,
その測定時間を大きく短縮して,相転移研究-の応用をはかる点にある｡ 開発したシステムの
特徴は,白色X線の発散ビームを大きなシリコンの完全結晶で反射させ異なるエネルギーの入
射波を角度的に分散させ,これをX線のカウンターとしては全く新しい半導体の一次元検出素
千 (MCPD)で同時計測を行なう点と,回転対陰極型強力X線発生装置を使用する点の2点で
ある｡ 以上2点の組み合わせにより,約 1時間で従来の方法と同じ精度のEXA.FSパターン
を測定することが可能になった｡
発表では,装置の概要,標準試料による装置の性能の評価,混合原子価系で電荷秩序に関す
る相転移があると考えられるCa-FeO3-の応用,今後の応用及び問題点について報告するo
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